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Mikroskop fazowy z kontrastem zmiennym

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest mi¬
kroskop fazowy pozwalający na obserwację mi-
kroobiektów, powodujących zmianę fazy prze¬
puszczanego lub odbijanego od nich światła i to
zarówno w kontraście fazowym dodatnim, w któ- 5
rym ciemny obraz obiektu występuje na jas¬
nym tle, jak i ujemnym, w którym jasny obraz
występuje na ciemniejszym tle oraz na szybkie
przechodzenie w sposób ciągły od jednego ro¬
dzaju kontrastu do drugiego. i0

Stosowane dotychczas mikroskopy i urządze¬
nia fazowo-kontrastowe są albo dodatnie albo
ujemne; zawierają bowiem jedną płytkę fazo¬
wą dodatnią albo ujemną. Przejście z obserwa¬
cji w kontraście fazowym dodatnim do obser- 15
wacji w kontraście fazowym ujemnym, powo¬
duje w tym przypadku konieczność zamiany
określonych części składowych mikroskopu na
przykład obiektywu fazowego, płytki fazowej
itp., co oczywiście jest niewygodne, zwłaszcza 20
wtedy, gdy zachodzi potrzeba szybkiego porów¬
nania obrazu mikroobiektu w kontraście fazo¬
wym dodatnim i ujemnym.

Znane dotychczas urządzenia fazowe ze zmień- 23
nym kontrastem, w których płytki fazowe wy¬
konane przeważnie z materiałów dwójłomnych
i polaryzacyjnych umożliwiają regulację prze¬
sunięcia fazowego lub przepuszczalności światła,
są skomplikowane i bardzo trudne do wykona- 30

2

nia w warunkach przemysłowych, wobec czego
praktycznie nie są stosowane.

Powyższych wad nie ma mikroskop według
niniejszego wynalazku, którego obiektyw jest
zaopatrzony w dwa współśrodkowe pierścienie
fazowe ujemny i dodatni, a przysłona konden¬
sora w dwie sprzężone z nimi szczeliny pier¬
ścieniowe oraz w układ polaroidów, umożliwia¬
jący regulację stosunku natężenia światła prze¬
puszczanego przez obie szczeliny. Dzięki temu
możliwe jest ciągłe przejście z kontrastu do¬
datniego do ujemnego oraz odwrotne przejście
przez odpowiednie wygaszenie za pomocą po¬
laroidów światła przechodzącego przez poszcze¬
gólne szczeliny pierścieniowe bez konieczności
wymiany płytek fazowych i przysłon konden-
sorowych. Możliwość szkodliwego wpływu wza¬
jemnego oddziaływania obydwu pierścieni fazo¬
wych n,a światło przepuszczane przez pierście¬
niowe przysłony kondensorówe eliminuje się
przy tym przez nadanie tym pierścieniom od¬
powiednich wymiarów geometrycznych, zależ¬
nych od powiększenia obiektywu i korekcji je¬
go aberacji.

Zasada budowy i działania mikroskopu fazo¬
wego według wynalazku jest wyjaśniona na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia przy¬
kładowo ogólny schemat optyczny mikroskopu,
fig. 2 — źrenicę wyjściową obiektywu w wido-
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ku z góry, a fig. 3 — przysłonę kondensorową
w widoku z góry.

Mikroskop według wynalazku składa się zna-
stępujących zespołów optycznych: okularu Ok,
obiektywu Ob, płytki przedmiotowej P, kon¬
densora K i przysłony E. Między soczewkami
Li i La źrenicy wyjściowej obiektywu Ob znaj¬
dują się <Jwa współśrodkowe pierścienie fazowe
Phi i Ph2, z których jeden jest pierścieniem fa-

| zowym dodatnim zmieniającym fazę przecho-
|dz|pego światła o + n/2, a drugi pierścieniem

% rawfwym ujemnym, zmieniającym fazę prze-
' chodzącego przezeń światła o —n/2. Pierścienie

te są .przy tym naniesione na jednej lub na
dwóch bezpośrednio z sobą sąsiadujących so¬
czewkach Li i Ls obiektywu mikroskopowego
lub na- dodatkowej < płasko-równoległej płytce
szklanej wstawibrfej * do obiektywu lub tubusa
mikroskopu. Pod kondensorem K mikroskopu
znajduje się przysłona kondensora E, złożona
z płytki D umieszczonej w pobliżu płaszczyzny
ogniskowej kondensora K i zaopatrzonej w dwie
szczeliny pierścieniowe Si, i Ss oraz z układu
polaroidów Pi, P2, Ps. Płytka D przysłony kon-
densorowej z szczelinami pierścieniowymi Si
i S2 jest przy tym umieszczona w płaszczyźnie
wzajemnie sprzężonej z pierścieniami fazowymi
Phi i Ph2 obiektywu Ob w ten sposób, że obraz
szczeliny pierścieniowej Si tworzy się na pier¬
ścieniu fazowym Phi, a obraz szczeliny pierście¬
niowej S2 — na pierścieniu fazowym PI12.

Polaroid Pi zespołu przysłony E ma kształt
krążka i przesłania szczelinę pierścieniową Si
w płytce D przysłony, a polaroid P2 ma kształt
pierścienia i przesłania szczelinę pierścieniową
S2, przy czym płaszczyzny drgań światła tych
polaroidów są wzajemnie prostopadłe. Trzeci po¬
laroid ,P3 umieszczony przed polaroidami Pi
i P2, lub gdziekolwiek indziej w przestrzeni
przedmiotowej lub obrazowej mikroskopu jest
osadzony obrotowo, umożliwiając ciągłą regu¬
lację stosunku natężenia światła przechodzące¬
go przez szczeliny pierścieniowe Si i S2.

W szczególnym przypadku, gdy polaroid P3
jest skrzyżowany z polaroidem Pi światło nie
przechodzi przez szczelinę Si a tylko przez
szczelinę S2 i uzyskuje się kontrast fazowy
określony' własnościami pierścienia fazowego Ph2.
Jeżeli natomiast jest on skrzyżowany z polaroi¬
dem P2, to światło nie przechodzi przez szczelinę
S2, a tylko przez szczelinę Si i uzyskuje się kon¬
trast fazowy określony własnościami pierścienia
fazowego Phi. Jeżeli pierścień fazowy Phi jest
dodatni, a pierścień PI12 ujemny, to w pierw¬
szym przypadku przy wygaszeniu światła po¬
chodzącego od szczeliny Si uzyskuje się kontrast
fazowy ujemny, a w drugim przypadku przy wy¬
gaszeniu światła pochodzącego od szczeliny S2 —
kontrast fazowy dodatni. W pośrednich położe¬
niach polaroidu Ps, kiedy światło przechodzi za¬
równo przez szczelinę Si jak i S2 uzyskuje się
kontrast fazowy mieszany z przewagą dodatnią
lub ujemną. Obracając polargidem Ps można bez
przerywania obserwacji przechodzić w sposób cią¬

gły od kontrastu fazowego ujemnego do dodat¬
niego i na odwrót.

Średnice i szerokości pierścieni fazowych Phi
i Ph» oraz sprzężonych z nimi szczelin pierście-

5 niowych Si i S2 w przysłonie kondensorowej D
są tak dobrane, aby światło dyfrakcyjne ugięte
na niejednorodnych optycznie elementach bada¬
nego preparatu fazowego, a pochodzące od szcze¬
liny Si, nie było zakłócane przez pierścień fazo¬
wy Ph2, a równocześnie światło dyfrakcyjne, któ¬
rego pierwotnym źródłem jest szczelina S2 nie
było zakłócane przez pierścień fazowy Phi. Do¬
bre rezultaty osiąga się, jeżeli średnice pierścieni
fazowych Phi i Ph2 są równe odpowiednio 1/3
i 2/3 średnicy źrenicy wyjściowej obiektywu,
a szerokości tych pierścieni — około 1/20 tej śre¬
dnicy.

.Szczególnie dobre wyniki obserwacji róż¬
nych przedmiotów mikroskopowych osiąga się,
jeżeli pierścień fazowy wewnętrzny Phi jest
pierścieniem dodatnim i wykonany jest z sub¬
stancji dielektryczno-metalicznych (na przykład
sposobem według patentu nr 47845), a pierścień
fazowy zewnętrzny Płi2 — pierścieniem ujemnym
wykonanym z sadzy (na przykład sposobem we¬
dług patentu nr 46628). W tym przypadku mi¬
kroskop fazowy według wynalazku charaktery¬
zuje się dużą plastycznością i wysoką kontrasto-
wością obrazu oraz korzystnym dla oka zabar¬
wieniem tła pola widzenia.

Zastrzeżenia patentowe

1. Mikroskop fazowy z kontrastem zmiennym,
znamienny tym, że pomiędzy soczewkami w
źrenicy wyjściowej obiektyw posiada dwa
współśrodkowe pierścienie fazowe (Phi i PI12)
z których jeden jest dodatni, a drugi ujemny,
natomiast umieszczona w sprzężonej z nimi
płaszczyźnie płytka (D) przysłony kondensoro¬
wej (E) jest zaopatrzona w dwie szczeliny
pierścieniowe (Si i S2) przy czym przysłona
kondensorową (E) zaopatrzona jest w układ
polaroidów (Pi, P2 i Pj) zmieniających natęże¬
nie światła padającego lub przechodzącego
przez szczeliny (Si i S2) i sprzężone z nimi
pierścienie fazowe (Phi i Ph2>.

2. Mikroskop według zastrz. 1, znamienny tym,
że polaroid (P3) jest osadzony obrotowo, umo¬
żliwiając ciągłą zmianę natężenia światła pa¬
dającego lub przechodzącego przez szczelinę
(Si i S2).

3. Mikroskop według zastrz. 1, znamienny tym,
że pierścień fazowy wewnętrzny (Phi) jest do¬
datni, a pierścień fazowy zewnętrzny (PI12) jest
ujemny przy czym pierścień fazowy we¬
wnętrzny (Phi) wykonany jest z substancji
dielektryczno - metalicznej — a pierścień fa¬
zowy zewnętrzny (PI12) wykonany jest z sadzy.

4. Mikroskop według zastrz. 1, znamienny tym, że
średnice pierścieni fazowych (Phi i PI12) wy¬
noszą odpowiednio 1/3 i 2/3 średnicy źrenicy
wyjściowej obiektywu (Ob), a ich szerokość —
około 0,05 tej średnicy.

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60



KI. 42 h, 3/01 53121 MKP G 02 b

0k\ f

Obi

K\

Fig.3


	PL53121B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


